POLITECHNIKA POZNANSKA

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACII PUNKTOW (ECTS)

KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu
Metrologia i systemy pomiarowe [N1ZilP2>MiSP2]

Przedmiot

Kierunek studiow Rok/Semestr
Zarzadzanie i inzynieria produkcji 2/4

Studia w zakresie (specjalnosc) Profil studiow

- ogolnoakademicki
Poziom studiow Jezyk oferowanego przedmiotu
pierwszego stopnia polski

Forma studiow Wymagalnosc¢
niestacjonarne obligatoryjny

Liczba godzin

Wyktad Laboratorium Inne
8 16 0
Cwiczenia Projekty/seminaria

0 0

Liczba punktéw ECTS

4,00

Koordynatorzy Wyktadowcy
Wymagania wstepne

Wiedza z zakresu statystyki matematycznej, podstaw metrologii oraz podstaw procesow technologicznych,
rysunku technicznego oraz podstaw systemoéw CAD. Che¢ zdobywania nowej wiedzy i umiejetnosci.
Zdolnos¢ logicznego myslenia i korzystania z informacji pozyskiwanych z roznych zrodet

Cel przedmiotu

Zapoznanie sie z systemami pomiarowymi stosowanymi w budowie maszyn. Pozyskanie wiedzy na temat
systemdéw pomiarowych dziatajgcych w oparciu o wspoétrzednosciowg technike pomiarowa, ich rodzajow
oraz obszaréw zastosowan, a takze sposobéw nadzorowania systeméw pomiarowych. Uswiadomienie
réznorodnosci zadan pomiarowych we wspotczesnym przemysle oraz zakresu informacji mozliwej do
uzyskania na podstawie podstawie pomiaru.

Przedmiotowe efekty uczenia sie

Wiedza:

1. Student potrafi scharakteryzowaé¢ systemy pomiarowe stosowane w budowie maszyn.

2. Student potrafi scharakteryzowaé podstawowe urzgdzenia wchodzgce w sktad systemoéw
pomiarowych.

Umiejetnosci:



1. Student potrafi dobra¢ system pomiarowy do zadania pomiarowego.

2. Student potrafi w podstawowym zakresie opracowac strategie pomiarowa.

3. Student potrafi dokona¢ opracowania i analizy danych pomiarowych.

4. Student potrafi okresli¢ zrédta btedéw pomiaru wspétrzednosciowego i potrafi je niwelowac.

Kompetencje spoteczne:

1. Student potrafi wspotpracowac w grupie.

2. Student jest Swiadomy roli systemoéw pomiarowych we wspétczesnej gospodarce.
3. Potrafi samodzielnie rozwija¢ wiedze w dziedzinie metrologii.

Metody weryfikacji efektéw uczenia sie i kryteria oceny
Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujgcy sposob:

Wyktad: Zaliczenie pisemne lub ustne.

Laboratorium: Zaliczenie na podstawie odpowiedzi ustnej lub pisemnej z zakresu tresci kazdego
wykonywanego ¢wiczenia laboratoryjnego i wykonanych sprawozdan. Aby uzyskac zaliczenie zajec
wszystkie ¢wiczenia muszg byc¢ zaliczone.

Przyporzgdkowanie ocen do przedziatéw procentowych wynikow: <90-100> bardzo dobry; <80-90)
dobry plus; <70-80) dobry; <60-70) dostateczny plus; <50-60) dostateczny; <0-50) niedostateczny

Tresci programowe

Teoria wspotrzednosciowej techniki pomiarowej. Rézne sposoby zbierania danych pomiarowych oraz
towarzyszgce im btedy. Klasyfikacja systemdw pomiarowych dziatajgcych w oparciu w WTP. Podstawy
interpretacji oznaczan rysunkowych GPS i GD&T. Elementy opracowania strategii pomiaru cech
geometrycznych elementoéw przestrzennych. Ocena przydatnosci syteméw pomiarowych do
zastosowania w konkretnych aplikacjach przemystowych.

Tematyka zaje¢

Wykiad:

1. Podstawowe zagadnienia metrologii - definicja i struktura systemu pomiarowego.
2. Systemy pomiarowe realizujgce zadania w obszarze budowy maszyn.
3. Wprowadzenie do wspoétrzednosciowej techniki pomiarowe;.

4. Stykowe wspétrzednosciowe systemy pomiarowe.

5. Uktady oraz gtowice pomiarowe w technice wspotrzednosciowe;.
6. Optyczne wspotrzednosciowe systemy pomiarowe.

7.Analiza systemow pomiarowych - MSA.

Laboratorium:

. Pomiary na wspétrzednosciowej maszynie pomiarowej.

. Pomiary na optycznym skanerze pomiarowym 1.

. Pomiary na optycznym skanerze pomiarowym 2.

. Pomiary termowizyjne.

. Pomiary na tomografie komputerowym.

. Analiza danych pomiarowych 1.

. Analiza danych pomiarowych 2.

. Pomiary chropowatosci powierzchni 1.

. Pomiary chropowato$ci powierzchni 2.

10. Pomiary multisensorowe.

11. Nadzorowanie sprzetu kontrolno - pomiarowego 1.

12. Nadzorowanie sprzetu kontrolno - pomiarowego 2.

13. Nadzorowanie sprzetu kontrolno - pomiarowego 3.

14. Strategia pomiaru.

OCOoONOAPRL,WN -

Metody dydaktyczne

Wykfad: prezentacja z elementami nowoczesnych metod nauczania, np. PBL,ilustrowana przyktadami
podawanymi na tablicy oraz filmami.
Laboratorium: wykonywanie eksperymentdw, rozwigzywanie zadan, dyskusja, praca w zespole.
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Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

Godzin ECTS
taczny naktad pracy 100 4,00
Zajecia wymagajace bezposredniego kontaktu z nauczycielem 24 1,00
Praca wtasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajec 76 3,00
laboratoryjnych/éwiczen, przygotowanie do kolokwiéw/egzaminu,
wykonanie projektu)




